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2007年3月8日起实施。
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  本规程委托全国无线电计量技术委员会负责解释
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通用数字集成电路测试系统检定规程

1 范围

本规程适用于数字集成电路测试系统,包括混合集成电路及存贮器测试系统的数字

部分的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文件

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》
注:使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

通用数字集成电路测试系统测试对象是数字逻辑集成电路器件。可用于圆晶片的测

试和封装后的器件测试及产品检验、分析、筛选等测试。典型结构由驱动/比较单元、
图形发生器、时钟发生器、精密测量单元、器件电源及控制单元组成。混合电路测试系

统及存贮器测试系统中的数字测试单元与数字集成电路测试系统结构基本一致。对于它

们的数字测试单元的检定等同于通用数字集成电路测试系统。以下为数字信号测试系统

结构示意图。

图1 集成电路测试系统结构示意图

 

本规程是通过分项参数检定和标准样片测量对数字集成电路测试系统的主要单元及

性能参数进行检定,以保证测试系统关键量值的溯源。

4 计量性能要求

4.1 器件电源
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